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RESUNEN
METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOBIS DE FALLO DE

FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR

Un sensor para convertir una cantidad fisica en una
seflal eléctrica y enviar la salida, es excitado por un
circuito de excitacién que es excitado por una seflal de
excitacién emitida por un microordenador de 1 chip. El
microordenador de 1 chip considera averia de
funcionamiento del sensor cuando la sefilal de salida de
sensor estd fuera de una banda de salida especificada.
Ademds, al parar la operacién del circuito de excitacién,
gi la sefial de salida de sensor no coincide con un val r
especifico, el microordenador de 1 chip también considera
averia de funcionamiento de sensor. Segin la invencién,
en caso de un problema de funcionamiento de sensor que
permite que la sefial de salida de sensor se establezca
dentro de una banda de salida, dicho problema puede ser
detectado.

)
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METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOBIS DE FALLO DE
= FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR
CAMPO TECNICO DE LA INVENCION
5 La presente invencién se refiere a un método y

dispositivo de diagnéstico de averias de funcionamiento
del sensor en un aparato para el control de salida con un
microordenador de 1 chip en el que se introduce una sefial
eléctrica emitida por un sensor para convertir una
cantidad fisica en una sefial eléctrica.

ANTEC Ef DE INVENCI

Un ejemplo convencional de sistema de diagnéatico de
averias de funcionamiento del sensor se explica con
referencia a la figura 7. Una seflal de salida S1 de un
circuito de excitacién 1 se introduce en un sensor 2, y
gse excita el sensor 2. El sensor 2 convierte una cantidad
fisica en una seflal eléctrica, y envia una sefial de
salida del sensor S2. La eefial de salida del sensor S2 ee
introduce en un circuito de interfaz 3. El circuito de
interfaz 3 procesa la sefial de salida del sensor S2 en
una seflal a reconocer por un microordenador de 1 chip 4,
y envia una sefial eléctrica (sefial digital) B3.

El microordenador de 1 chip 4 convlierte la seflal
eléctrica 83 recibida del circuito de interfaz 3 en una
sefial de control S4 gue tiene una funcién especificada
por un programa almacenado con anterioridad en una
memoria 4A, y la envia a un circuito de salida 5. El
circuito de salida 5 activa una carga 6 dependiendo de la
sefla]l de excitacidn 84.

La seflal de salida del sensor 82 s8se estabiliza
generalmente dentro de una determinada banda de salida de
la sBalida del sensor. 8Sin embargo, si se produce un
problema de funcionamiento en el sensor 2, y la sefial de
salida del sensor S2 no se estabiliza dentro de la banda

wo
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de salida, la seflal eléctrica 83 procedente del circuito
de interfaz 3 cae fuera de la banda de entrada del
microordenador de 1 chip 4. Por consigulente, el
microordenador de 1 chip 4 envia una sefial de fallo 85.
Al recibir la sefial de fallo 85, el circuito de salida 5
ilumina una lé&mpara de fallo 7. Como resultado, si la
sefial de salida del sensor 82 no se estabiliza dentro de
la banda de salida, se puede detectar dichoc problema de
funcionamiento del sensor.

S8in embargo, a pesar del problema en el
funcionamiento del sensor, si la seflal de salida del
sensor S2 se estabiliza dentro de la banda de salida, no
se conoce qué pefial se produce cuando el circuito de
interfaz 3 envia la sefial eléctrica 83, y es dificil
detectar la averia de funcionamiento del sensor.

Por lo tanto, un objeto de la invencién es presentar
un método y dispositivo para diagnéstico de averias de
funcionamiento del sensor capaz de detectar un problema
de funcionamiento del sensor aunque una sefial de salida
del sensor emitida por un sensor ae estabilice dentro de
una determinada banda de salida.

| DE 1

Para lograr este objetivo, 1la invencidén se
caracteriza por un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento del sensor en un aparato para controlar
una salida utilizando un microcrdenador de 1 chip que
recibe una seflal eléctrica de un sensor para convertir
una cantidad fisica en la seflal eléctrica, donde un
circuito de excitacién para excitar el sensor es excitad
por una sefial de excitacién emitida por el microordenador
de 1 chip.

La invencién también se caracteriza por un
dispositivo de diagnéetico de averias de funcionamient
del sensor en un aparat de control de salida incluyend
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un sensor para convertir una cantidad fisica en una sefial
eléctrica y enviarla, y por un microordenador de 1 chip
para controlar la salida recibiendo la sefilal eléctrica,
comprende un circuito de excitacién para activar el
sensor, gque es controlado por una seflal de control
emitida por el microordenador de 1 chip, donde el
microordenador de 1 chip diagnostica la averia de
funcionamiento del sensor controlando una operacién del
circuito de excitacidn.

Segin la invencién, es posible detectar un problema
de funcionamiento del sensor aunque la banda de salida
del sensor se estabilice dentro de una banda de salida.

DE I DI

La fiqura 1 es un diagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averias de funcionamiento
del eensor en una realizacién de la invencién.

La figura 2 es un diagrama de flujo que representa
un esbozo del funcionamiento del microordenador de 1
chip.

La figura 3 es un diagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averfas de un sensor de
inclinacién en un ejemplo especifico de la invencién.

Las figuras 4A a 4C son diagramas que representan la
relacién entre el electrodo del sensor de inclinacién y
el nivel de liquido de una solucién dieléctrica.

La figqura 5 es un diagrama caracteristico del
voltaje de salida correspondiente al &ngulo del sensor de
inclinacién de la figura 3.

La figura 6 es un diagrama caracteristico del
voltaje de salida correspondiente al &ngulo del sensor de
inclinacién de la figura 3, mostrando la dependencia con
la frecuencia.

La figura 7 es un diagrama de bloques que representa
un sistema de diagnéstico de averias de funcionamiento
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del sensor en la técnica anterior.

E IPCI E SACT 4 I ¢

Con referencia ahora a los dibujos, la invencién se
describe en detalle a continuacién. La figura 1 es un
diagrama de bloques de un sistema de diagnéstico de
averias de funcionamiento del sensor en una realizacién
de la invencién,

En el dibujo, un microordenador de 1 chip 14 envia
una sefial de excitacién S16 (por ejemplo, una sefial de
reloj) segin un programa almacenado con anterioridad en
una memoria 14A, y la seflal de excitacién 816 se
introduce en un circuito de excitacién 11. Se introduce
una sefial de salida S11 del circuito de excitacién 11 en
un sensor 12, y el sensor 12 es excitado. El sensor 12
convierte la cantidad fisica en una sefial eléctrica, y
envia una sefial de salida del sensor S12. La seflal de
salida del sensor 812 se introduce en un circuito de
interfaz 13. El circuito de interfaz 13 procesa la sefial
de salida del sensor 12 en una sefilal a reconocer en el
microordenador de 1 chip 14, y se emite una sefial
eléctrica (sefial digital) 813,

El microordenador de 1 chip 14 convierte la seflal
eléctrica 813 recibida del circuito de interfaz 13 en una
sefial de control Sl4 que tiene una funcién especificada
por el programa almacenado en la memoria 14A, y la envia
a un circuito de salida 15._ El circuito de salida 15
excita una carga 16 /dependiends )de la sefial de contr 1
S14. _

Cuando el microordenador de 1 chip 14 detiene el
circuito de excitacién 11 mediante la seflal de'%iEifiEIEE'
§16, el sensor 12 envia una  sefial especifica
;;;determinadn S12 de salida—dsl @ensor. El circuito de
interfaz 13, que recibe la seflal especifica de salida del
sensor S12, envia una Bsefial eléctrica especifica

LT B o
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correspondiente (sefial digital) 813.

Supdngase que, a pesar del problema existente en el
sensor 12, el sensor 12 estd enviando una seflal de salida
del sensor S12 dentrwe una determinada banda de salida.
En este caso, cué&ndo el circuito de excitacién 11 se
detiene @B‘\ la sefilal de excitacién 816 procedente del
microordenador de 1 chip 14, 1la sefial especifica
predeterminada 812 de salida del sensor no es emitida por
el sensor 12, y entonces la sefial especifica de salida
813 del sensor no es emitida por el circuito de interfaz
13. Como resultado, el microordenador de 1 chip 14
considera que el sensor 12 es defectuoso, y envia una
sefial de fallo 815 al circuito de salida 15. En
consecuencia, el circuito de salida 15 ilumina una
l&mpara de fallo 17.

Mientras tanto, debido al problema existente en el
sensor 12, si la sefial de salida 812 del sensor no se
estabiliza dentro de la banda de salida, la sefial
eléctrica 813 del circuito de interfaz 13 cae fuera de la
banda de entrada del microordenador de 1 chip 14. Por
consiguiente, el microordenador de 1 chip 14 envia una
sefial de fallo 815 para iluminar la l&mpara de fallo 17,
realizando por tanto el diagndstico de averias, que es
idéntico al de la técnica anterior.

La figura 2 es un diagrama de flujo que explica el
funcionamiento del microordenador de 1 chip 14. En el
paso 81, se determina ei est& el modo de diagnéstico de
averias, y en caso negativo (modo de ejecucién), pasando
al pasc 32, se excita el circuito de excitacio_rl__ill. En el
paso 83, se determina si la seflal eléctrica 813 del
circuito de interfaz 13‘mde la banda de

salida especificada. En caso afirmativo, p\‘asando al ‘pas )

84, s8e considera que el sensor 12 funciona con
normalidad. En el pasoc 85, se excita la carga 16, y en el
paso 86, se determina si se recibe o no la orden de
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terminacién de la excitacién del sensor 12. En caso
afirmativo, ee termina 1la operacién, pero en caso
negativo el proceso retorna al paso 81. Asi, en operacién
normal, se repiten los pasos Sl a 56, pero en caso
negativo en el paso 83, el microordenador de 1 chip 14
considera que el gensor 12 tiene un problema de
funcionamiento y va al paso 812 para iluminar la lampara
de fallo 17.

En caso afirmativo en el paso S1 de entrada en el
modo de diagnéstico de averias, pasando al paso S8, el
microordenador de 1 chip 14 detiene la operacién del
circuito de excitacién 11. En el paso S9, se determina si
la sefial eléctrica S13 del circuito de interfaz 13 es o
no un valor especifico predeterminado, y en caso
afirmativo el proceso pasa al paso S10, y se considera
que el sensor 12 funciona con normalidad. En caso
negativo en el paso 89, pasando al paso S11, se considera
que el sensor 12 funcional anormalmente. El proceso pasa
al paso 812 y se ilumina la l&mpara de fallo 17.

De esta manera, el microordenador de 1 chip 14
detecta el fallo del sensor 12.

Se describe un ejemplo especifico de la invencién.
La figqura 3 es un diagraﬁg,ggﬁs}oques de un dispositivo
para el control de salida uBan gensor de Jj
para detectar la inclinacién del nivel de liquido de la
solucién dieléctrica como cambio en la capacidad
electrostética, en el que el &ngulo de inclinacién del
sensor de inclinacién ggfffgiggg__gg: la gefial de.
excitacién emitida por un microordenador de 1 chip se
convierte en una seRal eléctrica, y esta sefial eléctrica
se introduce en el microordenador de 1 chip.

El microordenador de 1 chip 24 genera una seflal de
reloj 8526 mediante un programa almacenado con
anterioridad en una memoria 24A, y suministra la sefial de
reloj 826 a un circuito interme§ég (por ejemplo, inversor

=




10

15

20

25

30

35

Mﬂ

g 7

-8~

C-MOS) 21 como un circuito de excitacidén. Rl circuito
intermedio 21 conforma la forma de onda de la sefial de
reloj S26, y corrige, por ejemplo, la atenuacién de la
forma de onda. La sefial de reloj conformada S21 se
suministra a un sensor de inclinacién 22.

El sensor de inclinacién 22 detecta la inclinacién
de la solucién dieléctrica como un cambio de la capacidad
electrostética. El sensor de inclinacién 22 se compone de
capacidades electrosté&ticas 22C, 22D que cambian
dependiendo de la inclinacién, y convertidores C-Vv
(capacidad-voltaje) 22A, 22B para convertir las d s
capacidades electrostéticas en voltajes, Y los
convertidores C-V 22A, 22B producen, respectivamente, 1 s
voltajes de salida V1, V2. De esta manera, el &ngulo de
inclinacién se convierte en (V2-Vl1l). El principio y la
estructura del sensor de inclinacién 22 son conocidos, y
aolamente se explican brevemente aqui.

La figura 4A, 4B y 4C son diagramas esquemiticos del
sensor de inclinacién 22 y de la inclinacién 6. E1 sensor
de inclinacién 22 incluye un electrode comin 30, un
primer electrodo semicircular 3la y un sequndo electrodo
31b con ambos extremos cortados, ¥y una solucién
dieléctrica 34 contenida en el espacio formado por el
electrodo comin 30 y los electrodos primero y segund
3la, 31b. El electrodo comin 30 y los electrodos primero
y segundo 3la, 31lb estdn dispuestos paralelamente entre
8l a intervalos especificos.

A la inclinacién 0=0, como se representa en la
figqura 4A, el nivel de 1liquido 34a de la solucién
dieléctrica 34 no llega al primer electrodo 3la, mientras
gque el segundo electrodo 31b estéd completamente
sumergido. Por consiguiente, 1la diferencia entre 1la
capacidad electrostética Cl del primer electrodo 3la y la
capacidad electrostética C2 del segundo electrodo 31b es
la mé&s grande, y el valor absoluto de (V2-Vl1l) es el
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miximo. A continuacién, a 06 > 0 o 8 < 0, como Be
representa en la figqura 4B y 1la figura 4C,
regpectivamente, el valor absoluto de la diferencia de la
capacidad electrostdtica Cl del primer electrodo 3la y la
capacidad electrosté&tica C2 del sequndo electrodo 31b
disminuye a medida que aumenta el valor de 8 en direccién
positiva o negativa.

Por otra parte, a medida que aumenta la inclinacién
8 en direccién positiva o negativa, el valor absoluto de
(V2-V1) disminuye segiin una funcifén cuadratica.

Un circuito amplificador 23 como el circuito de
interfaz se compone de dos amplificadores operacionales
23A, 23B, un voltaje de referencia (Vref) 23C, vy
resistencias 23D a 23G (Rl a R4), y los voltajes de
galida V1, V2 del sensor de inclinacién 22 son
alimentados en los amplificadores operacionales 23A, 23B,
respectivamente. lLa sefial de salida 823 del circuito
amplificador 23 se expresa en la férmula siguiente (1).

823 = - [(R1l + 1)/R2] x |V2-V1| + Vref (1)
donde Rl = R2 y R2 = R3.

Aqui, la sefial de salida S23 se ajusta y se envia
como una ganancia gque puede ser reconocida por el
microordenador de 1 chip 24 segfin la relacién entre Rl y
R2. Por ejemplo, se establece en una banda de voltaje de
1 Va4V, El valor absoluto de (V2-V1l) cambia seqin una
funcién cuadrética.

El microordenador de 1 chip 24 reconoce el &ngulo de
inclinaci6én poniendo la seflal de salida 823 en el
programa almacenado con anterioridad en la memoria 24A y
envia una sefial de salida S24 al circuito de salida 25.
Bl circuito de salida 25 excita la carga 26 dependiendo
de la sefial de salida 8524.

La sefial de salida 523 se establece para ser enviada
dentro de una clerta banda de voltaje (por ejemplo, de 1
V a 4 V)., 8i el sensor de inclinacién 22 envia voltajes
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anormales V1, V2 y el voltaje de salida de la seflal de
salida 823 esté fuera de la banda de voltaje
predeterminada, el microordenador de 1 chip 24 considera
que el sensor de inclinacién 22 es defectucso por el
programa almacenado en la memoria 24A. Como resultado, ase
envia una sefial de fallo 825, y la lé&mpara de fallo 27 se
ilumina mediante el circuito de salida 25.

Aunque el sensor de inclinacién 22 es excitado por
la sefial de reloj 821, cuando la sefial de reloj S21 se
para (se fija a Alta o Baja), el voltaje de salida (Vi-
V2) del sensor de inclinacién 22 resulta 0 V, y la sefial
de salida 823 resulta 823 = Vref segin la formula (l). Es
decir, aunque el sensor de inclinacién 22 funcione con
normalidad, si 1la sefial de reloj 821 se para, se
introduce un voltaje especifico Vref en el microordenador
de 1 chip 24.

Bn otras palabras, si el voltaje de la sefial de
salida 823 cuando el microordenador de 1 chip 24 para la
eefial de reloj 826 tiene un valor esperado de Vref, el
funcionamiento del sensor es normal, y si no es el valor
esperado, es decir, un voltaje distinto de Vref, el
funcionamiento del sensor es anormal, y se considera que
hay un problema.

La eensibilidad del psensor de inclinacién para
detectar la inclinacién de la solucién dieléctrica como
8l cambio en la capacidad electrostética depende de la
frecuencia de reloj. Por consiguiente, en otro método de
diagnéstico de averias, variando la frecuencia sin parar
el reloj, se cambla la sensibilidad del sensor de
inclinacién, y se puede obtener un valor eaperado.

La figqura 5 es un diagrama gque representa el voltaje
de salida correspondiente a un é&ngulo tipico cuando la
palida del sensor de 1inclinacién para detectar la
inclinacién de la solucién dieléctrica como el camblo en
la capacidad electrostética es amplificada en un circuito
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amplificador diferencial. En el diagrama, la linea (a)
muestra la caracteriptica cuando el microordenador de 1
chip 24 deja de enviar la seflal de reloj S21 (modo de
diagnéstico de averias), y la curva (b) muestra la
caracterietica cuando el microordenador de 1 chip 24 esté
enviando la sefial de reloj 821 (modo de ejecucién). Como
se representa en el diagrama, en el modo de ejecucién, si
el &ngulo de inclinacién 0 = 0, el voltaje de salida es
el mis bajo, y como a medida que el &ngulo de inclinacién
0 aumenta en direcci6én positiva o negativa, aumenta seqin
una funcién cuadrética.

La figqura 6 es un diagrama que representa la
dependencia con la frecuencia cuando la salida del sensor
de inclinacién para detectar la inclinacién de 1la
solucién dieléctrica como el cambio en la capacidad
electrostética es amplificada en un circuito amplificador
diferencial. Como se representa en el diagrama, a medida
que la frecuencia de reloj resulta més baja, la
caracteristica del voltaje de salida se desplaza hacia
arriba.

Como se describe en la presente memoria, seglin la
invencién, el funclonamiento del sensor se puede
verificar mediante el programa almacenado con
anterioridad en el microordenador de 1 chip, y se realiza
un diagnéstico precoz de averias de funcionamiento del
gensor y 8e realiza la notificacién de averias al
exterior, y se evita el mal funcionamiento y se mejora la
seguridad.

La invencién no se limita solamente a la realizacién
ilustrada, sino que se puede cambiar y modificar de
varias formas segtn el principio de la invencién, y por
lo tanto estos cambios y modificaciones también quedan
incluidos en el alcance de la invencidn.

Seqgtin la invencién, puesto que el funcionamiento del
sensor se puede verificar por el programa almacenado con
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anterioridad en el microordenador de 1 chip, se realiza
un diagnéstico precoz de averias de funcionamiento del
sensor y ee realiza la notificacién de averias al
exterior.
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REIVINDI I 8

1. Un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor en un aparato para controlar una
salida utilizando un microordenador de 1 chip que recibe
una sgefial eléctrica de un sensor que convierte una
cantidad fisica en la sefial eléctrica,

caracterizado porque un circuito de excitacién para
excitar el sensor es excltado por una sefial de excitacién
emitida por el microordenador de 1 chip; y dicho
microordenador de 1 chip recibe una sefial eléctrica del
sensor durante un funcionamiento normal emitiendo una
seflal de excitacién, y reclbe una seflal eléctrica del
gensor con un valor especifico predeterminado durante una
parada de la sefial de excitacién; diagnosticéndose una
averia de funcionamiento del sensor cuando no se recibe
una seflal eléctrica con valor especifico durante la
parada de la sefial de excitacién.

2, Un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor segtin la reivindicacién 1,

caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip
tiene un programa previamente almacenado, y ejecuta un
diagnéstico de averias de funcionamiento del sensor.

3. Un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor en un aparato para controlar una
salida usando un microordenador de 1 chip que recibe una
pefial eléctrica de un sensor que convierte una cantidad
fisica en la sefial eléctrica,

caracterizado porque un circuito de excitacién para
excitar el sensor es excitado por una sefial de excitacién
emitida por el microordenador de 1 chip; y dich
microordenador de 1 chip recibe una seflal eléctrica del
sensor durante un funcionamiento normal enviando una
sefial de excitacién, y recibe una seflal eléctrica del
sensor previamente esperada variando una frecuencia de la
sefial de excitacién; diagnosticAndose una averia de
funcionamiento del sensor cuando la esefial eléctrica
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esperada no 8e recibe durante la variacién de 1la
frecuencia de la pefial de excitacién.

4. Un método de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor segfin la reivindicacién 3,

caracterizado porgque dicho microordenador de 1 chip
tiene un programa previamente almacenado, ejecutando un
diagnéstico de averifas de funcionamiento de sensor.

5. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor en un aparato de control de
salida que comprende un sensor que convierte y envia una
cantidad fisica en una @sefial eléctrica, y un
microordenador de 1 chip que controla la salida y recibe
la pefial eléctrica; comprendiendo:

un circuito de excitacién para excitar el senaor,
que Be controla por una sefial de control emitida por el
microordenador de 1 chip,

caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip
detiene 1la excitacién del circuito de excitacién vy
detecta gi la salida del sensor tiene © no un valor
especifico, diagnosticando asl una averia de
funcionamiento del sensor.

6. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor segin la reivindicaclén 5,

caracterizado porque el circuito de excitacién
comprende un circuiteo intermedio para conformar una forma
de onda de la seflal procedente del microordenador de 1
chip.

7. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor segin la reivindicacién 5,

caracterizado porgue comprende: ’
un circuito de interfaz para amplificar 1la sefial
procedente del gensor Y enviarla después al
microordenador de 1 chip.

B. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funci namiento de sensor en un aparat de control de
salida que comprende un sensor para convertir una

-
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cantidad fisica en una sefial eléctrica y enviarla, y un
microordenador de 1 chip para controlar una salida
recibiendo la sefial eléctrica, comprendiendo:

un circuito de excitacién para excitar el sens r,
controlado por una seflal de control enviada por el
microordenador de 1 chip,

caracterizado porque dicho microordenador de 1 chip
cambia una frecuencia de la seflal de excitacién a ser
suministrada al circuito de excitacién y detecta ai la
salida del sensor es o no una sefial eléctrica previamente
esperada, diagnosticando asi una averia de funcionamiento
del sensor.

9. Un dispositivo de diagn6éstico de averias de
funcionamiento del sensor seglin la reivindicacién 8,

caracterizado porque el circuito de excitacién
comprende un circuito intermedio para conformar una forma
de onda de la sefial del microordenador de 1 chip.

10. Un dispositivo de diagnéstico de averias de
funcionamiento de sensor seqin la reivindicacién 8,

caracterizado porque comprende:
un circuito de interfaz para amplificar la eseflal d 1
sensor y para enviarla al microordenador de 1 chip.

1%

v

' 4
&



L"Ol4

FA <4 w_.
v3a —
vanvs 3g
OLINDHID
[vawvo Je—— wocngaoon || “ane
, ) -
\ _ \ 7S 7 8IS | olnowo .
9i GL - 174 _.\




( Nco )
/S1
>
( LMODO DE DIAGNOSTICO \ N
DE AVERIAS? y4
IS S8
CIRCUITO DE EXCITACION 11
ESTA PARADO 9 S2
(S11=0) \ /
8 I EL GIRCUITO DE EXCITAGION
N LES 813 UN VALOR 11 ES EXCITADO
St11 ESPECIFICO? I
\ S N/ (ESTAS13 DENTRO
_$10 DE BANDA DE SALIDA?
ANORMAL NORMAL S
/84
ANORMAL NORMAL a5
< >—7— L
S12 S7 CARGA 16 ES EXCITADA
v 7
LA LAMPARA D
AVELém 17 EST,
3 ENCENDIDA
< _V
)

FlG.2



vanvs 3a
OLNJYID

gcs

N

dIHOONOW

9cS

4

1S

ZA-D HOGULIANOOH—O2A
LA HOGUEEANOOH—O LA
o2 \
_ \
(AN [



A
LI IrT

(s




1

GOl
(sopeif) 9 OINONY
ov+ 08+ O+ O+ 0 O 0c 0t O

p—

/

w-—i""

0

i

¢
N
ArV1I0A

¥

1BIA
S



&

o

90l

(sopaib) @ OINONY

oy+ 06+ 02+ O+ O OI- O 0 OF

A

/
Ilﬁl
————

ZHIN G 1=X10

ZHA Se' =01 ..

ZHA 1=XN10

\

W
IFYLI0A



varnvs 3a
OLUNJHD

L O]
B [
s”_oﬁ_s_ i Zv-RELINI 30 OLNOUIO
)
dIHOONON NOIOVLID
HOQVNaIQUOOHOM 33 30 HOSNTS
ounoun| S
/ % )
HOELNY VOINDIL




.

2

HUMBERTO RUBIO & CIA. -
ABOGADOS ©©U' Y l’bé

Cazrers 7 No. H-64 Oficina §86
Telifonos 3132408 =51924 10=-31324 23 =33 17 B0
Fax: (571) 313 16— 47 - (FH) I3 3 67

Emab: b

¥

—

Apartadn Adreo 21888
Bogetl, D.C. - Colomhis
Seho ' pr——— e
EIFJPERINTENDENCIA DE INDUST?;‘A Y CO:; icacion 1 A3 009ONE3 Folinet

Fecha €901 2083-03-15 10Bi:l

franite 1 0GR PRTDMIES D 1 RERISTADY 23 coLe
a1 B628 -SIVISION DE FDEW CREACIDNES

REF. Expediente NO. 02-019.018
Patente de Invencién: “METODO Y DISPOSITIVO
: DE DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN
SENSOR"
Solicitante: HONDA  GIKEN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA.,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C,,
identificado con la cédula de ciudadanfa nfimero 17'192.062 de Bogot4, abogado en
ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007, expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado del trémite de la
referencia, en forma atenta me permito informarles que mediante solicitud radicede
ante su Despacho el 1 de Marzo de 2002, presenté la solicitud de patente en
mencién.

La solicitud fue presentada mediante el diligenciamiento del formato convencional
para patentes. Ahora por medio del presente escrito me permito aclarar que la
solicitud corresponde a una patente PCT — FASE NACIONAL.

Para que la presente peticién sea viable, estoy anexando los siguientes documentos:

1- Formato de Formulario finico de Solicitud de Patente PCT — FASE
NACIONAL, debidamente diligenciado.

2-  Recibo de Pago No. 03 — 62,711 de 3 de Septiembre de 2003, por valor de
$82.000.00, correspondiente a la modificacién.

8~ Texto completo con todas las modificaciones segtin el artfculo 19.

4.~ Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se continfe con e] trémite
correspondiente.

Del Sefior Superintendente.

Ovigtnal Piycor-ny'

Jer Humberte Beity
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.002 de Bogotd
T.P. 50.007 Consejo Superior

de la Judicatura.
COD. 4134

02/524~26/P]
/icsr




o® i

- = — _- - _Il
H .5 -'::.' I.‘.

I . - n B ‘. _l_uo . 3 - >
FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE {
PCT |
4 ENTRADA EN FASE NACIONAL
. SOLICITUD DE: _
_X_ - Patente de Invencién <R - _*  Puatente de Modeld de Utilidad
l_?x_ ~Capilo T . o .. Cogmlo® %
-_ o - Nomibre: HORDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAIHA. IDEN'HFICACIGN
_ Direccién: -1.1., Minsmisoyama 3-chome, Minamku- C.C. __ - NIT _
SOLICITANTE Teléfono: ;31324,00 Fac 313847 © .  CE. _.;OTRO zu-
71 E-mail: T Nimero
SR Pomiilio: TOKIO,JAPON. N .
. Lugar de constitucién: TOKIO, JAPON. .

REPRESENTANTE Direccién: CarreraTNo. 74-684,0.508 C.C. X NIT _

Nombre: HUMBERTO RUBIO CAMACHO IDENT!FICACION
O APODERADOTeléfono: 3132408 Fax: 3131647 CE __ OTRO__
1 (74} E-mail: No. 1T192.082 T.P. MTCSJ
{ . Nomlii'e: Shigeo NOMURA, - . IDENTTFICACION.: -
Tomoyuki SAKAI CC NIT - __
.,  Sumiaka OGAWA. .. .. CE.__, OTRO ... H
i Mmmnm) Yoshizki TAKEUCHI Nﬁmem _
} . (72) Dmn Jm“ . am e L .o A .. ,..':
il : Tekéfono: 8132408 Fax: 1131647 '
e Mo e E-ll'll.i,l: . . - — -1 N : A .|'-
T " 'Domicilio: JAPON oo }
PCT(86) o ‘
.-, Solicjud Internacipnal No. . Mﬂlﬂ&é&_ -Fecha MB;Q_M
Publicacién Internacional No. WQ 02@303 Fecha' MM

J : , "
Clasificacién Internacional (51) JF
Prioridad (83) Pais de origen  (32) Fecha (31) Ndmero de
IOW 1

six No__ JAP#E O4DEITLIO DE2000 2000202588 ||

: ) . ' . L T 4 : " I‘ L
Comprobante de pago No, 13,808 Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2002




e P

T P Rt A TR AN SRR S oF
P  EXTRAGTO PARX PUBLICACION .
,sﬁ wgsoucm DE PATENTE DEPATE NTE.DE' INVENero-,N LR 50

- " DELEGATUBA PRO{IEDAD INDUSTBL}I. i

..\a-' PN o " .’ .
R W A A

-l A

(21) No. SOLICITU: 02-019.018 (51) INT. CL.:

(22) FECHA DE (71) SOLICITANTE: HONDA GIEN KOGYO
PRESENTACION: 01/08/2002 KABUSHIKI KAISHA

(30) PRIORIDAD: JAPONESA

|81) No. DE SOLICITUD: 2000-202508 (73)INVENTORES: Shigeo NOMURA

Tomoyuki SAKAI
Sumitaka OGAWA
Yoshiaki TAKEUCHI "
(32) FECHA DE
PRESENTACION: 04 de Julio de 2001
(33) PALS: JAPON (IOAPODERADO: Bamberto BUBIO CAMACHO

!
|

Solicitud Internacional No. PCT/JP01/06247 Fecha 20 de Juniode 2.001
Publicacién Internacional No. W0 02/03030__ Fecha 10 de Enero de 2003

FECHA ENTRADA EN FASE NACIONAL:

(54) TITULO: “METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE|
{|FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”

{| RESUMEN: {

JUn método de diagnéstico de averias de funcionamiento de
sensor en un aparato para controlar una salida utilizando un
iAmicroordenndor de 1 chip que recibe una sefial eléctrica de un
sensor que convierte una cantidad fisica en la seifial eléctrica,
caracterizado porque un circuito de excitacién para excitar el
leensor es excitado por una seiial de excitacién emitida por el
microordenador de 1 chip; y dicho microordenador de 1 chip
recibe una sefial eléctrica del sensor durante un funcionamiento
#normal emitiendo una seiial de excitacién, y recibe una seiial
eléctrica del semsor con un valor especifico predeterminado
durante una parada de la sefial excitaciéon; diagnosticindose una
averia de funcionamiento del sensor cuando no se recibe unaj
seiial eléctrica con valor especifico durante la parada de la seiial
Jdo excitacién.

———
—

i a . . oy
v




